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能迅速且正确锁定缺陷点的
“CAD导航系统”

NASFA

与LSI故障解析用观察修复设备及设计CAD数据紧密连接！
高速CAD导航系统

(NAvigation System for Failure analysis)

R
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NB5000
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前言

・ 为什么解析需要CAD导航？

- 在高集成LSI及重复的图形中,用目测锁定位置需要花很多时间,

或者根本无法锁定。

- 为指示出测定位置,需要花很多的时间做相关的资料。

通过活用CAD数据

可以解决该问题！
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使用CAD导航的优势

・ CAD数据（设计数据）和各解析设备的Stage互动,

任何人都可以简单地找到可能存在故障的地方。

・ 可以从CAD数据追踪电位节点,缩小缺陷范围目标。

・ 通过SEM/SIM像和CAD数据重叠显示可确认下层布线、

提高加工时间的Throughput。

Linkage

CAD 数据
SEM、FIB、Prober、FIB-SEM

大幅度缩短
解析时间
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・ NAvigation System for Failure Analysis

・ 和瑞萨科技公司开始共同开发

・ 应用在日立高科的故障解析/修复设备上

Prober

・日立微小元器件特性评价设备 纳米探针、nanoEBAC
「N-6000」、「NE4000」

FIB

・日立聚焦离子束加工观察设备 「FB-2100」 「FB2200」

SEM

・日立高精度场发射扫描电子显微镜 「S-4700」「S-4800」

FIB-SEM

・日立聚焦离子/电子束加工观察设备 nanoDUE‘T® 「NB5000」

其他、也可集成在Emission Microscope（PHEMOS 系列）上！

NASFA概要
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NASFA系统构成

NASFA

EtherNet/RS232C

设备 (SEM、FIB、Prober）

PC：Windows WS：SUN_Solaris /

RedHatLinux



ASTRON Confidential / Proprietary 6

应用NASFA的例子

应用NASFA的例子

NASFA操作画面

可在设备操作画面上

NASFA系统

覆盖CAD数据
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Stage Link功能

• 改变CAD数据的位置时、SEM/SIM像也随之移动。

• 扩大/缩小CAD数据的显示倍率时，SEM/SIM像也随之
扩大/缩小显示。

• 可以从SEM/SIM像上进行更改。

Stage
/倍率连动

日立高科生产的解析设备（FIB・SEM・Probeｒ・FIB-
SEM) CAD数据(版图数据）
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重叠(Overlay)功能

• SEM/SIM像与CAD数据重叠显示

• 能推测样本下层的数据

SEM/SIM像 重叠显示

（可以将CAD数据重叠在
SEM/SIM像上显示）

CAD数据
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NASFA的重叠例（N-6000)

重叠显示例SEM显示例
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数据定位功能

• 能登录多个测定/加工位置、可简单地移动到任意位置
（对有多个不良疑似点时非常有效）

• 可实现设备间数据共享

数据定位显示例
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能以3D方式显示３D版图数据及LSI的晶体管结构等。(可
用不同的颜色区分显示每一层，也可以在纵向/横向/斜
方向自由旋转）

CAD数据3D显示功能 (可选）

CAD3D显示例
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WMAP(晶元MAP)功能（可选）

• 输入KLA Result格式（从KLA-Tencor公司的晶圆外观检查
设备输出的文件）、显示晶圆及缺陷疑似位置并进行解析
的功能

• 可从缺陷检查结果信息瞬时将版图（CAD数据）及Stage移
动到缺陷疑似位置

晶元MAP

Defect一览表
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等电位节点追踪功能

M４

M４

M3

M2

M3

Defect或发光点

实际的故障点

・ 抓住CAD数据上的图形、等电位地方均被以亮点的形式显示出
来 (对寻找故障点非常有效)

等电位节点跟踪显示例
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EBAC像和CAD像

・将EBAC像的布线图形与版图的布线图形比较，检测出
异常点

EBAC像 EBAC像+CAD像
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导入NASFA的効果

• 缩短解析时间 （约1/3 用N-6000评价）

导入前

交换样本

导入后

标记/寻找场所的时间 测定

0% 20% 40% 60% 80% 100%

提高効率
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NASFA 系统方案

CAD/SIM Image

FB2200、FB-2100

S-4800、S4700

CAD/SEM

Image

CAD Server

CAD Data

N-6000
CAD/SEM Image

可以共享故障疑似点!

NB5000

CAD/SEM

SIM Image

NE4000

CAD/SEM

Image


